TARAMALI ELEKTRON MiKROSKOBU
TEKNIK SARTNAMESI

GENEL OZELLIiKLER:

1.

5.

Tedarik edilecek tiim donanim 220 + %10 Volt AC, 50-60 Hz frekans ile ¢alismali, gii¢
ithtiyaci i¢in bagka bir ara birim gerektirmeyecek 6zellikte olmalidir.

Cihaz tiretim ve is¢ilik hatalarina karsi kati kabul tarihinden itibaren en az 2 (iki) yil siire
ile garanti kapsaminda olmalidir.

Yiiklenici firma, garanti siiresi bitiminden itibaren gecerli olmak {izere, iicreti karsilig1 7
(yedi) y1l siire ile servis ve yedek parca saglamayi garanti etmelidir.

Cihazin kurulumu ve teslimi asamasinda firma tarafindan cihazin kullanimi1 ve bakimi ile
ilgili yeteri kadar uygulamali egitim verilmelidir.

Cihazla birlikte 1 adet Kaplama Cihaz1 verilmelidir.

TEKNIiK OZELLIKLER:

A- KONFiGURASYON

1. Cihaz; asagida verilen kisimlardan olusmali ve firmanin {irettigi en son giincel model
olmalidir.
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.
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9)

Numune giris bolmesi,
Elektron kaynagi,
Dedektorler,

Vakum sistemi,

Goriintiileme ve Bilgi islem tinitesi

Numune giris Bolmesi:

Cihazin numune odasinin boyutlar1 soldan soga en az 284 mm olmalidir.

EDS take-off agis1 en az 35 derece olmalidir.

Numune tablasi tilt-eucentric olmalidir.

Cihazin tiim fonksiyonlart mouse ile programdan kontrol edilebilir olmalidir.
Istenildiginde odaklama, astigmatizm, biiyiitme, kontrast ve brightness gibi
ayarlar manuel olarak yapilmasi igin kontroliir verilmelidir.

Numune odasinda minimum 8 adet aksesuar baglama portu bulunmalidir.
Numune koyma kapisi disartya ¢ekmece seklinde acilir olacaktir. Numuneler
odaciga airlock vasitasiyla degil, cekmece komple acilarak yerlestirilmelidir.
Numune tablasi hareketleri minimum X=50mm, Y=50 mm , Z= en az 50mm,
Tilt=-15ile +75°, rotasyon ise devamli 360° olmalidir.



b)

c)
d)

Elektron kaynagi

Akselerasyon Voltaj1 200 V ile 30 kV arasinda ayarlanabilir olmalidir.
Coziiniirliik degerleri en az asagidaki gibi olmalidir:

1.) Yiiksek Vakumda: 3.0 nm@ 30kV (SED)
4.0 nm @ 30kV (BSED)
8,0 nm @ 3kV (SED)

2.) Diisiik Vakumda: 3.0 nm@ 30kV (SED)
10.0 nm@ 3kV (SED)

Cihazin Probe Current Degeri en az 2 uA'e kadar ayarlanabilir olmalidir.

Cihaz istenildiginde ileride Elektron Yavaslatma &zelligi ile up-grade edilebilir
olacaktir. Elektron-Yavaslatma 6zelligi i¢in numune tablasina en az -4Kv'lik voltaj
uygulanabilir olmalidir.

I11. Dedektorler
Taramal1 elektron mikroskobu i¢in asagida listelenen dedektorler ve numune odasini

gozlemlemek i¢in kamera standard olarak sistemle beraber verilmelidir:

Yiiksek vakum i¢in Everhardt Thornley tipi ikincil elektron dedektorii (bir adet)
Diistik vakum icin ikincil elektron dedektorii (bir adet)

Yiiksek hassasiyetli, yliksek hizli kat1 hal geri sa¢ilmis elektron dedektorii(BSE) (bir
adet)

Ornek odasin1 gézetlemek igin kizildtesi kamera (IR-CCD) (bir adet)

Cihazla birlikte sistemle tam uyumlu olarak teslim edilmelidir.

IV. Vakum Sisitemi

Sistem diisiik vakum'da en az 270 Pa'a kadar ayarlanabilir olmalidir.
Sistem differansiyel pompalama teknolojisine sahip olmalidir.
Sistem en az 70 I/s kapasiteli turbo molekiiler pompaya sahip olmalidir.

Sistem ile birlikte 1 adet yeterli kapasitede pompa verilmelidir.

V. Enerji Dagilim X-Isim1 Spektrometresi (EDXS)

a) Taramali elektron mikroskobu ile birlikte 1 adet EDXS sistemi verilmelidir. Bu sistem

stv1 azot gerektirmemeli, kaplanarak ya da kaplama gerektirmeden analiz yapabilmeli,
belirlenmis nokta veya hat boyunca veri toplayabilmeli, se¢ilmis alanda x-151m1



haritalamasi yapabilmeli ve periyodik cetvele gore sB - ¢,U arasindaki elementleri
algilayabilmelidir.

b) Dedektor alani en az 10 mm? veya daha fazla olmalidir.
c) EDXS sisteminin ¢dziim giicii en az 131 eV veya daha diisiik olmalidir.
d) EDXS sistemi yaninda 1 adet bilgisayar ile birlikte en az 19" monitor verilmelidir.

VI. Goriintiilleme ve Bilgi islem iinitesi:

Incelenen &rnekler iizerinde istenildiginde goriintiileri alinarak otomatik olarak
kaydedilebilmelidir.

Inceleme sirasinda istendiginde yiiksek ¢oziiniirliiklii video kayd: yapilabilmelidir
Biiyiitme, min. 6X — 1.000.000X ve devamli biiyiitme (Continuous Magnification) olacaktir.
Fokus mesafesi 3-99mm arasinda ¢alisilabilmelidir..

Tarama hizi min. 50 ns/pixel ile 1 ms/pixel arasinda ayarlanabilir olmalidir.

Tarama ¢ergevesi monitdr lizerinde istenilen biiyiikliikte ve istenilen yere konulabilmelidir.
Gorlintli ¢oziintlirliigl en az (image store) 4096 x 3536 piksel (14MP) olmalidir.

Cihazla birlikte 1 adet yeterli kapasitede ve en giincel hali ile Bilgisayar ve 1 (bir) adet en az
19” LCD monitor verilmelidir.

Cihaz goriintii annotasyonu yapabilmeli ve ¢izgi, noktadan noktaya, ac1 ve radyal dl¢timler
yapabilmelidir.

VII. Kaplama Cihazinin Ozellikleri

-Taramali Elektron Mikroskop cihazi ile birlikte, numune hazirlama i¢in bir adet kaplama
cihazi verilmelidir. Bu numune kaplama cihazi agsagidaki 6zelliklere sahip olmalidir

-Chamber boyutu en az 120 mm ¢apinda ve 120 mm yiiksekliginde olmalidir.
-Cihaz 1 adet Altin target icermelidir.

-Opsiyonel olarak Au/Pd, Pt ve Pt/Pd targetlar takilabilmelidir.

-Numune odasina ayni anda en az 12 adet 6rnek tutucusu konulabilmelidir.

-Kaplama ile birlikte 1 adet Rotary Pompa verilmelidir.



